Nas técnicas de microanalise, como espectroscapianssdo de raios X induzida por particulas (Eaerti
Induced X Ray Emission - PIXE), o valor das intdasies medidas no espectro estd relacionado com a
concentracdo dos elementos correspondentes. Osprag que fazem esta transformag¢do usam uma série d
parametros fisicos a fim de corrigir os efeitosrdriz. Sdo algoritmos complexos e que precisanmag vasta
biblioteca de parametros, entre os quais a secachague de producdo eficaz de raios X: uma medida d
probabilidade de geracdo de fétons associados alinh& caracteristica. A determinacdo experimedésite
pardmetro a partir de medidas de intensidade deceep PIXE em filmes de espessura conhecida ¢ensis
objetivo deste trabalho. Para feixe de prdtonsyalsres tedricos da sessdo de choque para a iénizigg
camada K de elementos puros estdo em bom acord@satados experimentais. O mesmo ndo ocorre para a
camada L, enquanto que para Oxidos e compostos ui®d mouca informacdo. Para este trabalho foram
produzidos filmes de aluminio metalico e de Oxigoatliminio (A}Os), para determinar a secéo de choque de
producdo eficaz de raios X da transicdo Al-KWPara isto, utilizamos duas técnicas independedtes
caracterizacdo de espessura: A técnica de Rettbhaspento de Rutherford (RBS) e a Refletometriaai@srX
(XRR).



